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Con vistas al procesamiento y presentacién de los datos de la espectrometrla dieléctrica se ha elaborado
un paquete de programas de computacion, conformado en un solo médule, que permite entre otras

posibilid_ades:

« Trabajar con la data de impedancia, admitancia, conductancia permitividad, suscephbmdad corriente,

etc.

Graficar espectros.

Caleular los pardmetros caracteristicos.
Normalizar espectros. '

Calcular la energia de activacién.

Generar espectros tebricos.
Madificar ficheros previamente salvados. -
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Realizar las transformaciones de Kramers-Krénig.
Transformar datos del dominio de tiempo al de frecuencia y viceversa,
Calcular la conductividad DC y la pemitividad a frecuencia infinita.

La metodolagia de trabajo para el procesamiento descansa en lo fundamental en la teoria de la réspuesia

dieléctrica universal para los sélides.

El HELP que tiene incorporade brinda un conjunto de conceptos bdsicos, asl como el modo de utilizar eI

programa.

ABSTRACT

To process and to present spectrometric data, a set of computer program has been made as a unique

module whlch aliows among other possibilities;

‘To draw spectra.

To normalize spectra.

To calculate activation energy.

To realize Kramers-Krtnig transformations.
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To generate theoretical spectra.
To modify previously saved files.

To work with impedance, admitance, conductance, permitivity, susceptibility and current data.

To transferm frecuency domain data to time domain data, and vice versa.

The methodology of wark for the processing lies on the universal dielectric response theory extended to

solids.

The module has in itself a HELP wh:ch suppplies concepts, ways, of navigation, etc.

INTRODUCCION

El modulo que se presenta es usado para
procesar los datos extraidos de las mediciones
dieléciricas y se fundamenta en la teoria de la
respuesta dieléctrica universal aplicada a los
sélidos [1-20). . '

Se sabe que en el mundo de hoy el
procesamiento de los datos juega un papei cada
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vez mas importante, sin llegar a ser por supuesto,
el eslabén fundamental de la espiral cientifica,

_ sobre todo por la velocidad cada vez mayor con

que se necesita conocer e interpretar los
resultados experimentales a partir del instante en
que se han efectuado las mediciones.

Por tal razdn, a las exigencias tradicionales
planteadas a los procesadores de datos, se
suman dia a dia otras entre las que se seﬁalan su



integralidad, correspondencia con  las mas
actualizadas teorias, su elevado nivel practico, su
interaccion con el usuario y la elegancia del
disefio estético.

El conjunto de programas que aqui se presenta

pretende cumplir con esas exigencias. Ante todo,
basado en una amplia revisién bibliografica, una
parte de la cual se refiere aqui, se observé que no
siempre los datos experimentales para el caso de
los dieléctricos son representados del mismo
modo, estando esto en gran medida directamente
relacionado con los criterios y teoria sustentados
por los autores.

Una variada gama de formas aparecen, desde
la utilizacién del dominio de - frecuencias [1-
14,22,24-24,29-46] hasta el menos usado dominio
de tiempos [1,2,5,7,15-20,28,42-44 46).

De Ia misma manera se suelen representar
distintas magnitudes incluso dentro de ur) mismo
dominio. En algunos casos se prefiere usar los
planos complejos de impedancia [45), ploteando
en escala lineal Z" vs Z’, en otros mientras tanto
se prefiere plotear la permitividad (" vs <)
[23,31,33-37,39,40,43-46}, e incluso a veces la
admitancia (Y" vs Y'). El uso del tipo de escala es
también variado. Aunque en los Gltimos tiempos
se ha venido imponiendo la utilizacién de |a escala
Log-Log [1,20,22,24-26,29-32, 35,45] se ha usado
y se usa la Semi-Log [21,27-28,33,34 ,36-38] .

ALGORITMO Y METODOS

En el caso que nos ocupa, partiendo del
reconocimiento de la validez de la teorfa sobre la
respuesta universal dieléctrica de los sdlidos, el
modo natural de representar ios datos es la escala

Log-Log, tanto en el dominio de tiempas como en

el de frecuencias, y haciendo uso
fundamentaimente de las magnitudes.
susceptlbtlldad permitividad y capacitancia

complejas.

No obstante, el médulo incorpora y admite el
modo  lineal y serm—log, asi como oftras
magnitudes, entre ellas la mpedancsa la
admitancia y la conductividad.

Uno de los programas integrantes del médulo
convierie, si se desea, los datos de una de estas
magnitudes a otra cualquiera, digase por ejemplo,
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la impedancia a capacitancia o viceversa. A su
vez tales datos salvados en un fichero permiten la
realizacion de otros ficheros para trabajar en el
plano complejo.

Otro programa permite modificar con rapidez y

: sentido practico los ficherps previamente creados,

mientras otro hace los gréficos deseados en la
escala elegida por el usuario.

Los parametros que caracterizan los curvas (p y
n para el caso de dispersion fuerte a baja
frecuencia, asi como m y n para el caso dipolar)
son caiculados y ajustados. Se caiculan ademas
la lamada frecuencia critica FC (si se tratase del
dominio de frecuencias) o el tiempo critico TC.
(Para el dominio de tiempo)

Se normalizan también las curvas bajo analisis,
salvando un fichero con los datos de la curva
maestra y las coordenadas de [os puntos
representativos que pueden ser usados
posteriormente para el calculo de la energia de
activacion del proceso y para la correccion del
valor absoluto en los espectros tedricos obtenidos
previamente a partir  de la funcion
hipergeométrica. Esto Gltimo se puede hacer tanto
para un proceso de dispersion fuerte como
dipolar. '

Ya que generaimente los datos obtenidos en las
mediciones dieléctricas en el dominio de
frecuencias estan oscurecidos por la presencia de
ciertas magnitudes como la conductividad DC,
permitividad a frecuencia infinita, etc., se
encuentra incorporado otro programa que realiza
las transformaciones de Kramers-Krénig. Dichas
transformaciones permiten obtener la parte
imaginaria de la susceptibilidad a partir de su
parie real y viceversa, eliminando del resultado,
por ejemplo, la pare de las pérdidas
correspondiente a la conduccion DC. Con estos
resultados se pueden calcular con facilidad las
magnitudes  ‘indeseadas”  correspondientes,
digase conductividad DC, etc. '

También es posible pasar la data en el dominio
de tiempos al de frecuencias y viceversa. Para
ello se calcula la transformada integral de Fourier.
Con esta operacuén no sélo se logra aumentar los
rangos de medicion hasta donde no llegan los
instrumentos, sino también en ocasiones poder

\nsuallzar mejor un efecto dado, como es el caso

del fenémeno de las capacidades negativas.



CONCLUSIONES

La experiencia acumutada en el uso cotidiano
de este mddulo permite afirmar su versatilidad y
sentido practico. Los datos de alguncs de los
trabajos presentados a este VI Simposium de la
Sociedad Cubana de Fisica [47,48,49] han sido
procesados total o parc:almente usando este
madulo.
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